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Abstrakt: Křemíkové tenké vrstvy mohou mít velmi rozdílnou nanostrukturu, která ve
výsledku rozhoduje o aplikacích. Cílené využití nanostruktur vyžaduje možnost mě-
ření elektronických vlastností s odpovídajícím rozlišením. BP bude zaměřena na
AFM v různých módech. Cílem práce je nalézt vhodné módy pro měření na směs-
ných křemíkových vrstvách nebo na křemíkových nanodrátech.
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